
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12
th

 EAST-WEST DESIGN & TEST  

SYMPOSIUM (EWDTS 2014) 
 

ÎÇ»õ, àõÏñ³ÇÝ³, ê»åï»Ùµ»ñ 12-15, 2014 

       Ø²êÜ²ÎòàõÂÚ²Ü Ðð²ìºð 
IEEE EWDTS §²ñ¨»Éù-²ñ¨Ùáõïù Ü³Ë³·ÍáõÙ ¨ Â»ëï³íáñáõÙ¦ ëÇÙåá½ÇáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ 

¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëË»Ù³Ý»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý, Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ³íïáÙ³ï³óÙ³Ý ¨ 
Ã»ëï³íáñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨  
³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¨ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ: 
êÇÙåá½ÇáõÙÁ, Áëï ³í³Ý¹áõÛÃÇ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ê¨ ÍáíÇ ¨ ´³ÉÃÇÏ ÍáíÇ ³í³½³ÝÝ»ñÇ ¨ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Î³½ÙÏáÙÇï»Ý Ññ³íÇñáõÙ ¿ Ò»½ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¨ Ò»ñ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý³Éáõ EWDTS 2014 ëÇÙåá½ÇáõÙÇÝ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ (ë³Ï³ÛÝ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ) 

Ñ»ï¨Û³É Ã»Ù³Ý»ñÁ. 

 
 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ûµÛ»Ïï³ÛÇÝ-ÏáÕÙáñáßí³Í ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ ¨ 
 Ý³Ë³·ÍáõÙ  

 ³éó³Ýó Ã»ëï³íáñáõÙ  

 ¿Ý»ñ·³ëå³éÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ Ã»ëï³íáñÙ³Ý Ù»ç  

 Çñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ¹ñí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ  

 Ãí³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ  

 ëù³Ý³íáñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ  

 ÇÝùÝ³í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¨ ÇÝùÝ³É³ñÙ³Ùµ  

×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 ³½¹³Ýß³ÝÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ é³¹Çáï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨  

 Ï³åÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ùá¹»É³íáñáõÙ, ëÇÙáõÉÛ³óÇ³ ¨  

 Ã»ëï³ÛÇÝ í»ÏïáñÝ»ñÇ ·»Ý»ñ³óáõÙ  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³ïÛ³ÝÇ Ù»ç  ¨ »é³ã³÷ Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨  

 Ã»ëï³íáñáõÙ  

 ÐØÐ-Ç ÏÇñ³éáõÙÁ Ý»ñ¹ñí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý Ù»ç  

 ²ÐÜ ¨ ¾Ü² ·áñÍÇùÝ»ñ, Ù»Ãá¹Ý»ñ ¨ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ  

 Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ×³ñï³ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ  

 ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý,  ëË»Ù³ïÇÏ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ëÇÝÃ»½ 

 ï»Õ³µ³ßËáõÙ ¨ Íñ³·ÍáõÙ  

 µÛáõñ»ÕÇ íñ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ïå³ë³ÉÇ íñ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  

ç»ñÙ³ÛÇÝ, Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ¨ ¿É»Ïïñáëï³ïÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ  

 ³ÝÉ³ñ ¨ é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ëÇÝÃ»½ 

 Ãí³ÛÇÝ ³ñµ³ÛÝ³Ï³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ 

 ³Ý³Éá·³ÛÇÝ, Ë³éÁ ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ¨   

 é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³Ý³ÛÇÝ Ã»ëï³íáñáõÙ  

 í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ûåïÇÙ³É³óáõÙ 

 í»ÏïáñÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï ·»Ý»ñ³óáõÙ ¨  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ã»ëï³íáñáõÙ  

 Ý»ñÏ³éáõóí³Í ÇÝùÝ³Ã»ëï³íáñáõÙ  

 ëË³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙ ¨ ¹Ç³·ÝáëïÇÏ³ 

 ³ñ³ïÝ»ñÇ/Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

 ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ  

 Ã»ëï³íáñÙ³ÝÁ ÏáÕÙáñáßí³Í Ý³Ë³·ÍáõÙ  

 Ý³Ë³·ÍÇ ëïáõ·áõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ  

 Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ Ã»ëï³íáñÙ³Ý ¾Ü² ·áñÍÇùÝ»ñ  

 Ý»ñ¹ñí³Í Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý  

 ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  

 ëË³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³ñ³ïÝ»ñ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 ÇÝï»·ñ³É ëË»Ù³Ý»ñÇ Ù³Ï»ï³íáñáõÙ  

 Ã»ëï³íáñáõÙ êÜÈ-Ç ÏÇñ³éÙ³Ùµ ¨ Ã»ëï³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñ  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ëÇÝÃ»½ 

 ³ñ³·³·áñÍ ó³Ýó»ñ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ µÛáõñ»ÕÇ íñ³ 

 ó³Íñ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ëË»Ù³Ý»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ  

 ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¨ åñáó»ëáñÝ»ñÇ Ã»ëï³íáñáõÙ  

 Ùá¹»É³íáñáõÙ ¨ ëË³ÉÝ»ñÇ ëÇÙáõÉÛ³óÇ³ 

 µÛáõñ»ÕÇ íñ³ ó³Ýó»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ Ã»ëï³íáñáõÙ  

 Ý»ñ¹ñí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ùá¹»É³íáñáõÙ ¨ ëÇÝÃ»½ 

  

 

 

Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ 

ì.Ð³Ñ³Ýáí – àõÏñ³ÇÝ³ 
º.¼áñÛ³Ý – ²ØÜ 

öáËÝ³Ë³·³ÑÝ»ñ 

è.àõµ³ñ –¾ëïáÝÇ³ 
ä.äñÇÝ»ïïá – Æï³ÉÇ³ 
 

Ìñ³·ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ 
ê.ÞáõùáõñÛ³Ý –Ð³Û³ëï³Ý 
¸.êå»ñ³ÝëÏÇ– èáõë³ëï³Ý 
 

Ìñ³·ñÇ ÷áËÝ³Ë³·³ÑÝ»ñ 
¼.Ü³í³µÇ  –Â»Ññ³Ý 
Ø.è»Ýáí»É  –üñ³ÝëÇ³ 

Èáõë³µ³ÝÙ³Ý ÏáÙÇï» 

ê.ØáëÇÝ – èáõë³ëï³Ý 
¶.Ø³ñÏáëÛ³Ý – Ð³Û³ëï³Ý 

Ð³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³å»ñÇ ÏáÙÇï» 

ì.æÇ·³Ý – èáõë³ëï³Ý 

Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ÏáÙÇï» 

æ.²µñ³Ñ³Ù–²ØÜ 
Ø.²¹³ÙëÏÇ– È»Ñ³ëï³Ý 
²ßñ³ý ¾É½³Û»¹ ØáÑ³Ù»¹ 
ØáÑ³Ù»¹ – º·Çåïáë  
².´³ñÏ³Éáí – È»Ñ³ëï³Ý  
è.´³½ÛÉ¨Çã – àõÏñ³ÇÝ³ 
ì.æÇ·³Ý – èáõë³ëï³Ý 
².¸ñá½¹ – àõÏñ³ÇÝ³ 
¸. ¾ý³Ýáí – èáõë³ëï³Ý 
º.ºí¹³ÏÇÙáí – àõÏñ³ÇÝ³ 
².â³ï»ñçÇ – ²ØÜ 
º.¶ñ³Ù³ïáí³ – êÉáí³ÏÇ³ 
².Æí³Ýáí– Î³Ý³¹³ 
Ø.Î³ñ³í³Û – èáõë³ëï³Ý 
ì.Ê³ñã»ÝÏá – àõÏñ³ÇÝ³ 
Î.øáõãáõÏÛ³Ý – Ð³Û³ëï³Ý 
ì.Îáõ½ÙÇã– È»Ñ³ëï³Ý 
².Ø³ïñáëáí³– èáõë³ëï³Ý 
ì.Ø»ÉÇùÛ³Ý  – Ð³Û³ëï³Ý 
ú.Üáí³Ï – â»ËÇ³ÛÇ Ð³Ýñ. 
¼.ä»Ý·– Þí»¹Ç³ 
².ä»ïñ»ÝÏá – àõÏñ³ÇÝ³ 
¸.äáõ½³ÝÏáí - èáõë³ëï³Ý 
æ.è³ÇÏ – ¾ëïáÝÇ³ 
².èáÙ³ÝÏ¨Çã – àõÏñ³ÇÝ³ 
².èÇÅáí – èáõë³ëï³Ý 
è.ê»ÛÝ³áõëÏ³ë – ÈÇïí³ 
ê.Þ³ñßáõÝáí – èáõë³ëï³Ý 
².êÇÝ·Ë – ²ØÜ 
æ.êÏáµóáí – àõÏñ³ÇÝ³ 
ì.êí»ñ¹áËÉ»µáí – èáõë³ëï 
ì.ì³ñ¹³ÝÛ³Ý – Ð³Û³ëï³Ý  
ì.Ú³ñÙáÉÇÏ – ´»É³éáõë  
 

²é³çÝáñ¹áÕ ÏáÙÇï» 
Ø.´áÝ¹³ñ»ÝÏá – àõÏñ³ÇÝ³ 
ì.Ð³Ñ³Ýáí– àõÏñ³ÇÝ³ 
è.àõµ³ñ– ¾ëïáÝÇ³ 
º.¼áñÛ³Ý – ²ØÜ 
 

Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÏáÙÇï» 
ê.âáõÙ³ã»ÝÏá – àõÏñ³ÇÝ³ 
º.ÈÇïíÇÝáí³ – àõÏñ³ÇÝ³ 
ì.î³ñ³ë»ÝÏá – àõÏñ³ÇÝ³ 
 
 

êÇÙåá½ÇáõÙÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ ÎÇ»õ ù³Õ³ùáõÙª àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ·Çï³Ï³Ý ¨ 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ:  

êÇÙåá½ÇáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÝ »Ý. 
¸ÇÙáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ. ÑáõÉÇëÇ 1, 2014 

¸ÇÙáõÙÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ. û·áëïáëÇ 1, 2014 

¸ÇÙáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûó»É»Éª http://www.ewdtest.com/conf 

Î³½Ù³Ï»ñåáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³ëó». äñý. ìÉ³¹ÇÙÇñ Ð³Ñ³Ýáí, Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ³íïáÙ³ï³óÙ³Ý 
¹»å³ñï³Ù»Ýï, Ê³ñÏáíÇ è³¹Çá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, È»ÝÇÝÇ åáÕ. 14, 
Ê³ñÏáí, 61166, àõÏñ³ÝÇ³:  
Ð»é. +380-57-702-13-26, E-mail: hahanov@kture.kharkov.ua, www.ewdtest.com/conf/ 

êÇÙåá½ÇáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ê³ñÏáíÇ è³¹Çá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, ÎÇ»õÇ 
³½·³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §ÎÇ»õÇ åáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦ ¨ ÎÇñ³é³Ï³Ý 
é³¹Çá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ http://anpre.org.ua/ ÏáÕÙÇóª î³ÉÉÇÝÇ 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:  
Ð³Ù³ÅáÕáíáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÝ»ñ³éí»Ý IEEE Xplore »õ ³ÛÉ ³Ù÷á÷Ù³Ý »õ 
ÇÝ¹»ùë³íáñÙ³Ý µ³½³Ý»ñáõÙ:  
 

  
 

 

 

 

 

 
  

http://www.ewdtest.com/conf
mailto:hahanov@kture.kharkov.ua
http://www.ewdtest.com/conf/
http://anpre.org.ua/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Symposium will take place in Kiev, one of the biggest scientific and industrial centres of Ukraine.  

Symposium Deadlines:       

       Submission deadline:    July, 1, 2014 

  Notification of acceptance: August, 1, 2014 

Papers submission info: http://www.ewdtest.com/conf 

Organizing committee address: Prof. Vladimir Hahanov, Design Automation Department, 

Kharkov National University of Radioelectronics, Lenin ave, 14, Kharkov, 61166, Ukraine. 

Tel.: +380-57-702-13-26, E-mail: hahanov@kture.kharkov.ua, www.ewdtest.com/conf/ 

 

The symposium is organized by Kharkov National University of Radio Electronics, National Technical 

University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" and Science Academy of Applied Radio Electronics 

http://anpre.org.ua/ in cooperation with Tallinn University of Technology.  

 

Conference content will be submitted for inclusion into IEEE Xplore as well as other Abstracting and 

Indexing (A&I) databases.  

 

12th EAST-WEST DESIGN & TEST  

SYMPOSIUM (EWDTS 2014) 
 

Kiev, Ukraine, September 12-15, 2014  

       Call for Papers 
 

The main target of the IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) is to exchange 

experiences between scientists and technologies of Eastern and Western Europe, as well as North 

America and other parts of the world, in the field of design, design automation and test of electronic 

circuits and systems. The symposium is typically held in countries around the Black Sea, the Baltic Sea 

and Central Asia region. We cordially invite you to participate and submit your contributions to 

EWDTS’14 which covers (but is not limited to) the following topics:  

• Object-Oriented System Specification and Design 

• On-Line Testing 

• Power Issues in Design & Test 

• Real Time Embedded Systems 

• Reliability of Digital Systems 

• Scan-Based Techniques 

• Self-Repair and Reconfigurable Architectures 

• Signal and Information Processing in Radio and Communication 

Engineering 

• System Level Modeling, Simulation & Test Generation 

• System-in-Package and 3D Design & Test 

• Using UML for Embedded System Specification 

• CAD and EDA Tools, Methods and Algorithms 

• Design and Process Engineering 

• Logic, Schematic and System Synthesis 

• Place and Route 

• Thermal, Timing and Electrostatic Analysis of SoCs and Systems 
on Board 

• Wireless and RFID Systems Synthesis 

• Digital Satellite Television 

• Analog, Mixed-Signal and RF Test 

• Analysis and Optimization 

• ATPG and High-Level Test 

• Built-In Self Test 

• Debug and Diagnosis 

• Defect/Fault Tolerance and Reliability 

• Design for Testability 

• Design Verification and Validation 

• EDA Tools for Design and Test 

• Embedded Software Performance 

• Failure Analysis, Defect and Fault 

• FPGA Test 

• HDL in test and test languages 

• High-level Synthesis 

• High-Performance Networks and Systems on a Chip 

• Low-power Design 

• Memory and Processor Test 

• Modeling & Fault Simulation 

• Network-on-Chip Design & Test 

• Modeling and Synthesis of Embedded Systems 

•  

General Chairs 

V. Hahanov – Ukraine 
Y. Zorian – USA 

General Vice-Chairs 

R.  Ubar – Estonia 
P.  Prinetto – Italy 

Program Chairs 

S. Shoukourian – Armenia 
D. Speranskiy – Russia 

 Program Vice-Chairs 
Z.   Navabi  – Iran 
M.  Renovell  – France 

Publicity Chairs 

S. Mosin – Russia 
G.  Markosyan – Armenia 

Public Relation Chair 
V. Djigan – Russia 

Program Committee 

J. Abraham – USA 
M. Adamski – Poland 
Ashraf Elsayed Mohamed 
Mohamed – Egypt 
А. Barkalov – Poland  
R. Bazylevych – Ukraine 
V.  Djigan – Russia 
A. Drozd – Ukraine 
D. Efanov– Russia 
E. Evdokimov – Ukraine 
A. Chaterjee – USA 
E. Gramatova – Slovakia 
A. Ivanov – Canada 
M. Karavay – Russia 
V. Kharchenko – Ukraine 
K. Kuchukjan – Armenia 
W. Kuzmicz – Poland 
A. Matrosova – Russia 
V. Melikyan  – Armenia 
O. Novak – Czech Republic 
Z. Peng – Sweden 
A. Petrenko – Ukraine 
D.  Puzankov - Russia 
J. Raik – Estonia 
A. Romankevich – Ukraine 
A.  Ryjov – Russia 
R. Seinauskas – Lithuania 
S. Sharshunov – Russia 
A. Singh – USA 
J. Skobtsov – Ukraine 
V. Tverdokhlebov – Russia 
V. Vardanian – Armenia 
V. Yarmolik – Byelorussia 

 Steering Committee 
V. Hahanov – Ukraine 
R. Ubar – Estonia 
Y. Zorian – USA 

Organizing Committee 

S.  Chumachenko – Ukraine 
E.  Litvinova – Ukraine 
V. Tarasenko - Ukraine 
 



 

12
th

 IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST  

SYMPOSIUM (EWDTS 2014) 
 

Киев, Украина, 12-15 сентября 2014  

                Информационное письмо 

Цель симпозиума IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) – расширение 
международного сотрудничества и обмен опытом между ведущими учеными Западной и 
Восточной Европы, Северной Америки и других стран в области автоматизации 
проектирования, тестирования и верификации электронных компонентов и систем. Симпозиум 
проводится, как правило, в странах бассейнов Черного и Балтийского морей, Центральной Азии. 
Оргкомитет приглашает ученых, аспирантов и студентов принять участие в работе 
международного симпозиума EWDTS’14, в рамках которого будут рассматриваться научные 
работы по следующим тематическим направлениям:  

 Проектирование объектно-ориентированных систем  

 Тестирование в реальном времени  

 Потребление энергии при проектировании и тестировании  

 Встроенные системы реального времени  

 Надежность цифровых систем  

 Методы на основе сканирования данных  

 Самовосстановление и реконфигурируемые архитектуры  

 Обработка сигналов и информации в радиотехнике и технике 
связи  

 Моделирование и генерация тестов на системном уровне  

 Системы в пакетах кристаллов, трехмерное проектирование и 
тестирование  

 Использование UML для описания встроенных систем  

 САПР, методы и алгоритмы автоматизации  

 Инженерное проектирование и технологическая подготовка 
производства   

 Логический, схемотехнический и системный синтез  

 Проектирование топологии кристалла 

 Температурный, временной, электростатический анализ 
систем на кристалле и на плате  

 Синтез беспроводных и RFID систем  

 Цифровое спутниковое телевидение  

 Тестирование аналоговых, аналого-цифровых и 
радиочастотных устройств  

 Анализ и оптимизация проектов 

 Автоматическая генерация тестов и высоко-
уровневое тестирование  

 Встроенное самотестирование  

 Отладка и диагностика проектов  

 Отказоустойчивость и надежность 

 Тестопригодное проектирование  

 Верификация и валидация проектов  

 Автоматизация проектирования и тестирования 

 Обеспечение высокого качества встроенного ПО 

 Анализ неисправностей, дефектов и отказов  

 Тестирование ПЛИС  

 Тестирование с использованием языков HDL  

 Высокоуровневый синтез  

 Высокопроизводительные системы и сети на 
кристаллах, проектирование и тестирование  

 Проектирование устройств с пониженным энерго-
потреблением 

 Тестирование памяти и процессоров  

 Моделирование неисправностей  

 Моделирование и синтез встроенных систем  

 

 

Председатели: 

В. Хаханов – Украина 
Е. Зориан – США 

Сопредседатели 

Р. Убар – Эстония 
П. Принетто – Италия 

Председатели 
программного комитета  

С. Шукурян – Армения 
Д. Сперанский – Россия  

Сопредседатели 
программного комитета 

З. Наваби  – Иран 
М. Реновелл  – Франция 

Председатери рекламного 
комитета  

С. Мосин – Россия 
Г. Маркосян – Армения 

Председатель комитета по 
связям с общественностью  

В.  Джиган – Россия 

Программный комитет 

Д. Абрахам – США 
M.  Адамский – Польша 
Ашраф Ельсаид Мохамед 
Мохамед – Египет 
А.  Баркалов – Польша  
Р. Базилевич – Украина 
В.  Джиган – Россия 
A. Дрозд – Украина 
Д. Ефанов– Россия 
E. Евдокимов – Украина 
A. Чатерджи – США 
E. Граматова – Словакия 
A. Иванов – Канада 
M. Каравай – Россия 
В. Харченко – Украина 
К. Кучукян – Армения 
В.  Кузьмич – Польша 
A. Матросова – Россия 
В.  Меликян  – Армения 
O. Новак – Чешская Респ. 
З. Пенг – Швеция 
A. Петренко – Украина 
Д.  Пузанков – Россия 
Я. Райк – Эстония 
A. Романкевич – Украина 
A.  Рыжов – Россия 
Р. Шейнаускас – Литва 
С. Шаршунов – Россия 
A. Сингх – США 
Ю. Скобцов – Украина 
В. Твердохлебов – Россия 
В.  Варданян – Армения 
В. Ярмолик – Белоруссия 

Руководящий комитет 

В. Хаханов – Украина 
Р. Убар – Эстония 
Е. Зориан – США 

Оргкомитет 

С. Чумаченко – Украина 
E. Литвинова – Украина 
В. Тарасенко – Украина 
 

Симпозиум будет проходить в Киеве – столице Украины, крупнейшем научном и 

образовательном центре.  

 
Важные даты:         Срок подачи докладов:  1 июля, 2014  

    Итоги рецензирования: 1 августа, 2014  

Регистрация докладов: http://www.ewdtest.com/conf 

Адрес оргкомитета:  Проф. Владимир Хаханов, кафедра Автоматизации проектирования 

вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, 

пр. Ленина 14, Харьков, 61166, Украина. 

Тел.: +380-57-702-13-26, E-mail: hahanov@kture.kharkov.ua, www.ewdtest.com/conf/ 

Симпозиум проводится Харьковским национальным университетом радиоэлектроники, 

Национальным техническим университетом Украины «Киевская Политехника» и Академией 

наук прикладной радиоэлектроники http://anpre.org.ua/ в сотрудничестве с Таллиннским 

технологическим университетом (Эстония).  

Доклады, представленные на симпозиуме, будут включены в библиотеку IEEE Xplore, а также 

другие науко-метрические базы данных. 
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